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‘ Spbséb pomiaru przemieszczen w ultradiwiekowej fali
poprzecznej
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Przedmiotem wynalazku jest spos6éb umozliwia-
jacy wyznaczenie bezwzglednej wartoSci przemie-
szezeh wystepujacych w ultradiwiekowej fali po-
przecznelj. ' '

W wielu zagadnieniach zwigzanych z badaniem.

oSrodkéw statych przy pomocy poprzecznych fal
ultradZwiekowych wazinym zagadnieniem jest po-
miar bezwzglednej wielko§ci rozchodzgcej sie fali.
Dotychczasowe sposoby opierajag sie ma duzych
przyblizeniach czynigcych sam pomiar watpliwym.
Stosowane np. do pomiaru przetworniki wymagaja
przylutowania lub przyklejenia ich do badanego
ofrodka. Jednak grubo§é warstwy lutu czy kleju,
a takze jako$é polaczenia, ktéra jest trudna do
sprawdzenia, uniemoZzliwiaja przeprowadzenie do-
kladnego i lpewnego pomiaru.

Znany sposdb pomiaru memleswzen W uLtra-
dzwiekowej fali poprzecznej (nr pat. 50287), pole-
gajacy na zastosowaniu ukladu analogicznego do
mikrofonu pojemnoéciowego wyposazonego w elek-

* trode, do ktérej doprowadza sie stale napiecie po-

laryzujgce, a mapiecie to wystepujace na elektro-
dzie, umieszczonej réwnolegle do granicy oSrodka,
potozonej skoénie wzgledem kierunku padania fali
poprzecznej, wzmacnia si¢ w ukladzie wzmacniajg-
cym i doprowadza do odpowiedniego miernika,
usuwa coprawda powyzsze niedogodnosci, lecz za-
wiera do§é istotng wade. Fala poprzeczna pada
skofnie ma uklad umieszczony przy granicy ofrod-
ka, wskutek czego nastepuje deformacja ksztal-
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tu tej fali, gdy wystepuje ona w postaci impulsu.
Wade te usuwa nowy sposéb wedlug wynalazku,
ktérego zasade przedstawiono- na zalgczonym ry-

. sunku.

W . oérodku stalym 1 biegnie wigzka poprzecznej
fali . ultradfwiekowej 8 padajac pod okreSlonym
katern f na plasky, swobodng powierzchnie 7.
oérodka. Na powierzchni tej nastepuje odbicie pa-
dajacej fali, ktéra rozszczepia sie ma odbitg fale
poprzeczng 6 i ma fale podituing 5 odbijajacy sie
pod okreSlonym katem a. Wielko§¢ odbitej fali po-
dtuinej 5 jest wprost proporcjonalna do wielkodci
poprzeczne] fali padajacej 8, a wspbiczynnik pro-
porcjonalno$ci jest znang zalezno$cia, w ktérej ja-
ko parametry wystepuje okreSlony kat « lub B
oraz predko§é fal podiuznych i predkoéé fal po-
przécznych w oérodku 1.

Wyznaczajgc zatem wielko§é przemieszezefi fali
podiuzmej 5 mozemy na tej podstawie obliczyé
przemieszczenia w poprzecznej fali ultrwdirwieko-
wej 8.

Do pomiaru przemieszczen fali podiuimej 5 za-
stosowano znany uklad 2, analogiczny do mikrofo-
nu pojemnos$ciowego, kitérego zasadniczym elemen-
tem jest pojernmno$é mtworzona miedzy elektirods 3
a powierzchnig 4 ofrodka 1, ktéry jest przewodni-

‘kiem. Z elektrodqg 3 polgczony . jest przedwzmac-
" niacz 10, ktéry jednoczefmie doprowadza stale na-

piecie polaryzujgce do elektrody 3. Znajac odle-
gho&¢ elektrody 3 od powierzchni 4 oérodka 1 oraz
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wielko§é. napiecia polaryzujacego wyznacza sie w
znany spos6b bezwzgledng warto§é przemieszczen
~tej powierzchni, a stad przemieszczenia w odbitej
fali podtuznej 5. :

Na tej podstawie mozna juz wyznaczyé wielko§é
przemieszczen w padajgcej fali poprzecznej 8. Za-
tgczony 'do zacisku 9 miernik moze byé wyskalo-
wany bezpoSrednio w jednostkach przemieszczenia
lub w innych wielko§ciach fali np. w jednostkach
natezenia. Przez wprowadzenie warstwy dielektry-
ka o duzej stalej dielekirycznej miedzy elektrode
3 i powierzchnie 4 oSrodka mozna zwiekszyé czu-
1o§¢ urzagdzenia, a takze dociskajgc elektrode do

; .dielektryka o zmierzonej uprzednio gru-

" & W 3 bosai ustali€ w ten sposéb odleglosé elektrody 3 od
powierzchni 4 oérodka.

Powierzchnia 4 oSrodka winna byé prostopadla
do kierunku padania fali podiuznej 5, wtedy bo-
wiem przemieszczenia mierzone na tej powierz-
chni osiaggaja maksymalng wielko§¢ i uktad po-
miarowy wykazuje maksymalng czulo§é. Kat za-
warty miedzy powierzZchniami 4 i 7 ofrodka 1 jest
woéwiezas ré6wny okre§lonemu kgtowi o odbicia fali
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podbuznej od powierzchni 7 ofrodka. W przeciw-
nym przypadku, ktéry jest réwniez mozliwy do re-
alizacji, niezaleznie od spadku czuto$ci uktadu po-
miarowego komplikuje sie sposéb obliczénia prze-
mieszczen odbitej fali podluznej 5 na podstawie
wskazan ukladu 2.

Zas"thezenie patentowe

Sposéb pomiaru przemieszczen w ultradZwicko-
wej fali poprzecznej, polegajacy na zastosowaniu
ukitadu analogicznego do mikrofonu pojemno$cio-
wego wyposazonego w elektrode, do ktérej dopro-
wadza sie stale mapiecie polaryzujgce, a napiecie
to wystepujagce na elektrodzie wzmacnia sie  w
ukladzie wzmacniajagcym i doprowadza do odpo-
wiedniego miernika, znamienny tym, Ze elektro-
de (3) umieszcza sie réwmolegle i w znanej odleg-
toSci od mpowierzchni (4) oérodka (1), polozonej
prostopadle do kierunku padania fali podluznej
(5), a nachylonej wzgledem swobodnej granicy (7)
oSrodka (1) pod okre§lonym katem o réwnym kato-
wi odbicia fali podtuznej (5) od tej powierzchni.
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